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1) Descrivere le diverse tipologie di lenti elettroniche che si possono utilizzare nei microscopi
elettronici a trasmissione (TEM) e in quelli a scansione (SEM).

2) Avendo a disposizione sia un sistema per diffrazione di elettroni (ED: electron diffraction)
che un sistema per diffrazione di raggi-X (XRD: X-Ray Electron Diffraction) descrivere due
casi di indagine strutturale in cui si debba necessariamente utilizzare uno dei due sistemi
ed escludere I'altro.

3) Descrivere il funzionamento dei rilevatori di backscattering in un microscopio elettronico a
scansione.

4) Descrivere le principali modalita di funzionamento di un AFM.

5) lllustrare la spettroscopia Raman e illustrarne vantaggi e limitazioni rispetto ad altre
tecniche spettroscopiche conosciute.



